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太陽光発電を日本社会に定着させるには，発電コストを低減化するための技術開発が不可欠となる。コ

スト低減化の手法としてシステム電圧の高電圧化が進む一方で，太陽電池モジュール内に高電圧が印加さ

れ出力低下を起こす電圧誘起劣化 (PID)の対策が不可欠となる。本研究では， PIDメカニズムの解明とその

対策案を見出すことを目的とし，屋外での PID実証試験を実施した。まず，工業試験場で稼働中の太陽光

発電システムよりモジュール 12台を抽出し，常用の 2.5倍となる 1000Vのシステム電圧で 4年間の経時変化

を観測した。その結果， PIDの影響は通常の劣化の範囲内であることを明らかにした。次に，システム電

圧 1500V相当における屋内 PID加速試験を行い，太陽電池モジュールの PIDは湿熱環境により劣化が早まる

ことを見出した。また， PID耐性が 2倍以上となる太陽電池モジュール構造を示すとともに，有限要素法に

よる直流伝導場解析から，太陽電池セル表面の電界強度の低減が PID対策に有効であることを明らかにし

た。  
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